PIOTR FIREK

Piotr Firek urodzit sie 23 stycznia 1977 roku
w Rawie Mazowieckiej. W 1997 roku ukor-
czyt Technikum Elektroniczne w Skierniewi-
cach, a nastepnie w lutym 1998 roku rozpo-
czat studia na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
W trakcie studiéw podjat prace w miedzyna-
rodowej firmie na stanowisku informatyka
(2001-2006). W 2002 roku ukoriczyt studia
pierwszego stopnia, a nastepnie w 2004 roku
uzyskat tytut magistra inzyniera w zakresie
mikroelektroniki. W trakcie studiéw doktoranc-
kich, w 2006 roku rozpoczat prace w Instytu-
cie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydzia-
tu Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli-
techniki Warszawskiej. W 2010 roku obronit
z wyréznieniem prace doktorska Warstwy tyta-
nianu baru na potrzeby mikroelektroniki —
technologia, charakteryzacja i proby aplikacji.

Gtéwnymi tematami prac badawczych Pio-
tra Firka sa zagadnienia zwigzane z wytwarza-
niem i charakteryzacja cienkich warstw die-
lektrycznych opartych na materiatach, takie
jak azotek boru, azotek glinu, tlenek glinu, we-
giel (warstwy diamentowe i diamentopodobne
— DLCQ). W potaczeniu z technologiami mikro-
elektronicznymi (na przyktad selektywnym tra-
wieniem) stanowi tematyke dziatari w zakre-
sie realizacji sensoréw (na przyktad wodoru)
i mikrosysteméw (na przyktad jonoczutych).

Opublikowat dwadziescia artykutéw nau-
kowych, jest wspétautorem ponad piecdzie-
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sieciu prezentacji na konferencjach krajowych
i miedzynarodowych. Realizowat i realizuje
prace badawcze zwiazane z osiemnastoma
projektami (miedzy innymi Rektora Politechni-
ki Warszawskiej, Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyzszego, MNT Era Net, w ramach
Programu Operacyjnego ,Innowacyjna Go-
spodarka”).

Jest laureatem zespotowej Nagrody Rekto-
ra | stopnia za osiagniecia naukowe w latach
2008-2009 oraz wyréznien na konferencjach
,Diagnostics &Yield 2009” i ELTE 2010.

Zainteresowania pozanaukowe Piotra Fir-
ka to numizmatyka, literatura i kino science-
~fiction, gry oraz zwiedzanie polskich zamkéw
i-warowni.

Stowa kluczowe

B cienkie warstwy dielek-
fryczne

B charakteryzacja mate-
riotdw i struktur

B sensory i mikrosystemy




